POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI;

fx=n/Tw
kTx=nTw
Tx=Cd

f=1/T

(=n/fx
(gfx=1/n+(gfw
Tx=mnTw
fx -war. średnia

Tw - wzorcowy przedział czasu

Tx – okres średni

C – podstawa czasu

d – odl miedzy wybranymi war.

( - odstęp czasu

NAPIĘCIA ZMIENNE;

k=X/Xow
ka=Xm/X

kn=Xm/Xow

kn=kak

Usk=kUow
(gU=(ka/√2)-1 (błąd systematyczny)

X=√(X02+X~2) (war. skuteczna dla szer.)

X=X0+Xm/√2 (war. skuteczna dla rów.)

k –wsp. kształtu

kn –wsp. uśrednienia

ka –wsp. amplitudy

k=1.11=pi/2√2

ka=√2 (sin idealne)

BŁĘDY;

kl=(U*100%/Uz
(X=X-X0 (względny)

(X=(X/X0 (bezwzględny) 

(gU=0.1*Uz/działki (błąd odczytu miernika)

(gX=(gX*X ((X – dokładność)

(gRx=|(f/(R|(gR+...

POMIARY NAPIĘCIA O MAŁEJ CZESTOTLIWOSCI;

Uv=E*Zwe/(Zg+Zwe)

(E=(Uv-E)/E=-1/(1+Zwe/Zg) (błąd sys SEM)

POMIAR NAPIECIA STAŁEGO;

Uv=E*Rwe/(Rg+Rwe)

m=Iz/I0
ROZSZEŻANIE ZAKRESU;

1) amperomierz (rez równolegle)

Rb=R0/(m-1)

2) woltomierz (rez szeregowo)

Rb=R0(m-1)

m=Uz/U0
U=IR

И=Rv/Uz (wsp dobroci)

KONDENSATOR;

C=Q/U

Icm=(CUcm
Xc=1/((C) (reaktancja pojemnościowa)

tg(=(CsRs=1/((CrRr)

CEWKA INDUKCYJNA;

L=(/I ((-strumień, L-indukcyjność)

Xl=(L (reaktancja indukcyjna)

(L=1/((Cr)

μ=(1/μ0)*(B/H)

METODA TECH;

Rm=Uv/Ia
1)Mierzący napięcie

Uv=Ux
Ia=Iv+Ix
Rm=Uv/Ia=(RxRv)/(Rx+Rv)

(Rx=-Rm/Rv

2)Mierzący prad

Uv=Ua+Ux
Rm=UV/Ia=Ra+Rx
(Rx=Ra/Rx

OMOMIERZ MAG;

1)szeregowy

Ix=E/(R+Ra+Rx)=Iz/(1+Rx/Rw)

2)równoległy

Ix=[E/(R+(RxRa)/(Rx+Ra))]*[Rx/(Ra+Rx)]=E*Rx/(RRa+Rx(Ra+R))=

=Iz/(1+Rw/Rx)

OMOMIERZ ELEKTRYCZNY;

Rm=(RxRv)/(Rx+Rv)

(Rx=-Rx/(Rx-Rv)=-1/(1+Rv/Rx)

METODA ZEROWA;

UCD=E(RxR3-R2R4)/((Rx+R4)(R2+R3))

Rx=R2R4/R3
